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Urzadzenie do dobierania par tranzystorow
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Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do dobiera-
nia par tranzystorow przeznaczone do zastosowania w
przemysle elektronicznym.

W niektdérych urzadzeniach i uktadach elektronicznych
waznym zagadnieniem jest dobér par tranzystoréow o
podobnych parametrach. Od doktadnosci tego doboru
w duzym stopniu zalezy jako$¢ wykonanego ukladu.

Dotychczas znany jest sposob i urzadzenie do dobie-
rania par tranzystorow, polegajacy na poréwnywaniu
charakterystyk w uktadzie wzmacniacza przeciwsobnego
w ten sposéb, ze dobierane dynamicznie tranzystory ste-
ruje si¢ dwoma identycznymi przebiegami zgodnymi w
fazie o réwnej amplitudzie i czgstotliwoéci. Odbywa si¢
to w warunkach pracy, zblizonych do rzeczywistych,
przy czym jako kryterium praktycznej identycznoéci pa-
ry tranzystor6w przyjmuje si¢ zanik napigcia na wspol-
nym obciazeniu.

W urzadzeniach z zasilajacym transformatorem sy-
metryzujacym jeden z tranzystoréw ukladu przeciwsob-
nego przyjmuje si¢ za wzorcowy, za$ pozostale dobie-
rane tranzystory wstawione sa kolejno w miejsce dru-
giego tranzystora. Jako kryterium identycznosci dobie-
ranych tranzystoréw przyjmuje si¢ jednakowa wielkoéé
i ksztalt napigcia na opornosci obciazenia. Sposéb i
urzadzenie ma wady, poniewaz nie zapewnia mozliwo-
Sci okreslenia wspolczynnika pradowego oraz pradéw
zerowych dobieranych tranzystoréw, ze wzgledu na réz-
nicowy charakter pomiaru na wspélnym obcigzeniu.

Oprécz tego znany jest sposdb i urzadzenie dobiera-
nia par tranzystorow do wzmacniaczy réznicowych pra-
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du stalego, polegajace na tym, Zze jeden tranzystor spo-
§réd tranzystorow mierzonych przyjmuje si¢ za tranzy-
stor odniesienia i umieszcza si¢ go w jednej gatezi
wzmacniacza réznicowego. Wzmacniacz jest tak zbudo-
wany, ze suma pradéw emiter6w tranzystor6w umiesz-
czonych w obydwu galeziach wzmacniacza jest nieza-
lezna od parametréw tych tranzystoréw, przy czym do
wejScia wzmacniacza doprowadza si¢ rdéznicowy sygnat
stalopradowy i réwnocze$nie mierzy si¢ réznicowy syg-
nat na wyjSciu wzmacniacza. Jako kryterium doboru
pary kolejno mierzonych tranzystoréw przyjmuje sig
wystepowanie jednakowych wyjsciowych sygnatow réz-
nicowych w granicach zalozonych tolerancji dla rézni-
cowych sygnaléw wejsciowych.

Wymieniony sposéb i urzadzenie jest niedogodne i
pracochlonne w praktyce, gdyz stwarza konieczno$é po-
miaréw sygnaléw réznicowych.

Znany jest réwniez sposob i urzadzenie, w ktérych
badane tranzystory wlaczone sa na przemian do ukladu
jednostrumieniowego oscyloskopu, przy czym jako kry-
terium doboru tych tranzystoréow przyjmuje si¢ podo-
biefistwo ich charakterystyk. Uklady przelaczajace za-
wieraja przelacznik elektroniczny lub przelacznik elek-
tromechaniczny zloZzony z przekaZnikéw lub wybiera-
kow.

Wada sposobu i urzadzenia jest stosowany przelacznik
elektroniczny i elektromechaniczny. Wada przelacznika
elektronicznego jest skomplikowana budowa oraz nie-
dokladno$¢ dzialania z uwagi na stosowane elektronicz-
ne bezstykowe elementy przelaczajace, ktére w zakresie
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malych sygnatéw pradowo-napigciowych wprowadzaja
znieksztatcenia w badanych tranzystorach. Przelacznik
elektromechaniczny zawiera stykowe elementy przelacza-
jace, ktére sa klopotliwe do synchronizacji momentu
przelaczenia badanych tranzystoréw, utrudniajac obser-
wacj¢ na oscyloskopie charakterystyk badanych tranzy-
storéw.

Niezaleznie od powyzszego znane jest réwniez urza-
dzenie do por6wnywania charakterystyk pradowo-napie-
ciowych dwéch diod lub dwéch tranzystoréw, polega-
jace na przelaczaniu badanych elementéw przez diody
polprzewodnikowe za pomocg dwoch napig¢é sterujacych
o réznych amplitudach i przesunigciu napig¢ w fazie
o kat 180°.

ﬂ’a"‘hmdnma est stosowanie w ukladach przela-
gcyéﬁ diod {) wodnikowych, ktére w zakresie
tych sygnaléw praddwo napigciowych s3 nieliniowe,
co’ WRIQWadza zmekpz cenia w poczatkowych fazach
pdrmam badanyeh,;haraktcrystyk tranzystoréw.

Celeiti~witatuzko-jest umozliwienie szybkiego i do-
kladnego doboru par tranzystor6w z wyeliminowaniem
nieliniowo$ci w ukladach przelaczajacych z jednoczes-
nym okre§leniem wspélczynnikéw wzmocnienia prado-
wego oraz pradéw zerowych badanych tranzystoréw.

Cel ten zostal osiagnigty za pomoca elektronicznego
ukladu synchronizacji momentu przelaczenia badanych
tranzystoréw, zawierajacego multiwibrator, w ktérego
obwodzie obciazenia podiaczona jest cewka z dwoma
kontaktronami, przy czym obwody baz tranzystoré6w
multiwibratora zasilane s3 poprzez rezystor napigciem
zmiennym wlaczonym na wejScie odchylania poziomego
jednostrumieniowego oscyloskopu.

Urzadzenie wedlug wynalazku ma minimalna opor-
no§¢ przejécia ukladu przelaczajacego z wyeliminowa-
niem nieliniowo$ci, zapewniajagca dokladne odwzoro-
wywanie zdejmowanych charakterystyk oraz prosty i
powny w dziataniu ukiad synchronizacji momentu prze-
faczenia badanych tranzyatoréw.

Urzadzenie wediug wynalazku przedstawione jest w
przykiadrie wykonania na rysunku, ktéry przedstawia
achemat ideowy urzadzenia wraz z elektronicznym ukla-
dem synchronizujgcym.
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Urzadzenie do dobierania par tranzystoréw skiada
si¢ z multiwibratora 1, ktéry przez rezystor regulowa-
ny 2 synchronizowany jest napigciem sieci zasilajacej 3.
W obwodzie obcigzenia multiwibratara 1 znajduje si¢
cewka 4 sterujaca kontaktronami 5, 6. Kontaktrony 5, 6
znajduja si¢ w obwodach kolektora i emitera badanych
tranzystoréw 9, 10, ktére podtaczone sa do ukladu oscy-
lograficznego zdejmowania charakterystyk statycznych
zrealizowanego z rezystoréow 11, 12 { 13; diody 14 oraz
oscylografu 15.

- Badanie charakterystyk statycznych tranzysteréw 9, 10

opiera si¢ na wykresleniu przez oscylograf 15 zalezno-
éci pradu kolektora od napigcia kolektor-emiter. Prad
kolektora jest wyznaczony na plytkach odchylania pio-
nowego poprzez spadek napig¢cia na rezystvbrge 12. Na-
tomiast napigcie kolektor-emiter jest wyznaczope na
plytkach odchylania poziomego oscylografu 15.

Dzigki synchronizacji z napigciem zasilajgcym 3 kon-
taktrony 5, 6 przelaczaja swoje styki w momencie ujem-
nego poélokresu napigcia zasilania 3. Natomiast w do-
datnim pétokresie tego napigcia odbywa si¢ pomiar cha-
rakterystyki statycznej wigczonego w. danej chwili tran-
zystora 9 lub 10. Poniewaz czas pomiaru tranzystora 9

lub 10 wyznaczony czestotliwodcia drgadn multiwibrato-

ra 1 jest mniejszy od czasu poswiaty oscylografu 15, to
na ekranie oscylografu 15 obserwuje si¢ réwnoczesénie
obydwie charakterystyki statyczne badanych tranzysto-
row 91 10.

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do dobierania par tranzystor6w wlaczo-
nych na przemian do ukladu oscylografu za pomoca
przelacznika elektromechanicznego, znamienne tym, ze
zawiera elektroniczny uklad synchronizacji momentu
przelaczania badanych tranzystoréw (9, 10), wyposagony
w multiwibrator (1), w ktérego obwodzie obecigzenia
podfaczona jest cewka sterujaca kontaktrony (5§, 6), przy
czym obwedy baz tranzystoréw (7, 8) rasilane sa po-
przez rezystor (2) napieciom zmiennym (3), wiaczonym
na wejscic odchylania poziomego jednostrumicniowego
oscylografu (15).
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